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1. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO
Politechnika Warszawska
Wydziat Inzynierii Materiatowej
02-507 Warszawa, ul. Wotoska 141
NIP: 525-000-58-34

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Tréjwymiarowy skaner 3D do implantéw zebowych

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest skaner 3D o parametrach nie gorszych niz:

e reczny, mobilny skaner z mozliwoscig pracy na baterii

e mozliwos¢ skanowania (taczenia klatek skanu) na podstawie samej geometrii oraz
geometrii i tekstury skanowanego obiektu (w celu zwiekszenia doktadnosci, szybkosci
skanowania oraz zachowania informacji o kolorach skanowanych obiektéw) w czasie
rzeczywistym bez uzycia dodatkowych znacznikéw

e mozliwo$é skanowania ze znacznikami z opcjg automatycznego usuwania tych
znacznikéw

e mozliwos¢ pracy z dodatkowym zestawem do fotogrametrii w celu zwiekszenia
doktadnosci i przyspieszenia procesu skanowania

e mozliwos¢ sparowania oprogramowania skanera z automatycznym stolikiem
obrotowym, ktdory w trakcie utraty $ledzenia skanowanego obiektu automatycznie
powraca do ostatniej poprawnie przechwyconej pozycji

o czestotliwos¢ przechwytywania klatek video nie mniejsza niz 7,5 fps

e rozdzielczos¢ 3D nie gorsza niz 0,1 mm

e dokfadnos¢ wyznaczenia punktu 3D nie gorsza niz 0,05 mm

o gilebia widzenia detalu (zakres odlegtosci skanera od skanowanego obiektu):
najmniejsza odlegto$¢ w ktorej skaner widzi detal nie mniejsza niz 20 cm, maksymalna
odlegtosé nie wieksza niz 30 cm

o dokfadnosé 3D na odlegtosé nie gorsza niz 0,03% na 100 cm

e mozliwosc¢ rejestrowania tekstury

e rozdzielczo$¢ tekstury nie mniejsza niz 1,3 Mpx

gtebia koloru nie gorsza niz 24 bpp

zrédto Swiatta — Lampa LED (nie laser) — $wiatto niebieskie

technologia skanowania — $wiatto strukturalne

pole widzenia — co najmniej 90 x 70 mm w zakresie minimalnym, do 180 x 140 mm

e waga urzgdzenia ponizej 1 kg

e mozliwos¢ skanowania jedng reka

e dynamiczny uktad odniesienia z funkcjg automatycznej korekcji w wyniku
poruszania elementu podczas skanowania \V.arszqw's’ka

. . . . . Dziat Zamoéwien

e mozliwo$¢ kontynuowania skanowania gdy skanowany obiekt sie poruszy lub  publicznych
skaner utraci mozliwo$¢ $ledzenia obiektu. Automatyczne wyszukiwanie — ul Wotoska 14l
zeskanowanych juz wczeéniej obszaréw i przywrécenie $ledzenia z 0?7507 Warszawa

. . . . tel. +48 (22) 234 87 25
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budowanie catego obiektu w czasie rzeczywistym (podczas skanowania) na ekranie
komputera

budowanie catego obiektu w czasie rzeczywistym (podczas skanowania) na ekranie
komputera

szybkos¢ zbierania danych nie gorsza niz 800 000 tysiecy punktéw / sekunde

interfejs danych: co najmniej standard USB 2.0

mozliwo$é zapisu wynikéw skanowania co najmniej w formatach: STL, PLY, ASC, PTX,
AOP, e57, Binarny DirectX oraz Tekstowy DirectX, natomiast wynikow skanowania z
teksturg: OBJ, WRL, XYZRGB, wynikéw pomiaréw i adnotacji w CSV i XML oraz
przekrojow dodatkowo min. w DXF

dostep do funkcji skanera i oprogramowania przez biblioteki SDK (mozliwo$¢ tworzenia

spersonalizowanych aplikacji)
e niezbedny komplet przewoddw wraz z zasilaczem
e zestaw do kalibracji sprzetu przez uzytkownika

e mozliwos¢ skanowania i

zbierania tekstury z wytaczong

zewnetrznym oswietleniem)

e mozliwos¢ sterowania iloscig zbieranych danych (iloscig klatek na sekunde) oraz
strojenia jasnosci tekstury skanowanego obiektu

e automatyczne dostosowanie jasnosci tekstury skanowanego detalu

e mozliwosc sterowania czutoscig skanowania

e skanowanie zaréwno za pomocg przemieszczania skanera, jak réwniez przemieszczania
obiektu sanowanego jak i jednoczesnego przemieszczania skanera i obiektu

e mozliwo$¢ mocowania na statywie

e kontrola procesu skanowania za pomocg programu (z komputera) oraz za pomoca
przyciskdow na urzadzeniu

e opcja skanowania z automatycznym usuwaniem podstawy (podtogi, stotu)

e doktadnos¢ skanera zweryfikowana testami zgodnie z norma europejska i potwierdzona
certyfikatem wystawionym indywidualnie na dane urzadzenie

e kreator procesu skanowania i obrébki skandéw, pozwalajgcy na automatyczny dobodr
parametréw w zaleznosci od skanowanych obiektéw oraz automatyczne i pét-automatyczne
wykonywanie kolejnych etapéw skanowania, podpowiadajacy kolejne kroki niezbedne do
uzyskania modelu 3D o zadawalajgce] jakosci i doktadnosci

e walizka do skanera — szczelna, twarda, odporna na wstrzasy

e oprogramowanie do obstugi skanera w jezyku polskim umozliwiajgce:

O
O

sterownie skanerem 3D,

lampg btyskowg

(z

obstuge procesu skanowania za pomocg réznych rodzajow skaneréw: skanera recznego
i skanera stacjonarnego (to samo oprogramowanie), z mozliwoscig rozpoznawania
pochodzenia skandw i ich tgczenia,

wyswietlanie w czasie rzeczywistym na ekranie kolorowej mapy odlegtosci, okreslajgcej
obszary modelu, ktére sg w jego polu widzenia, ktére s za blisko lub za daleko

poglad skanéw w postaci trybu przezroczystosci uzalezniajgcego widok od gestosci

punktow (co utatwia okreslenie wyrownania poszczegolnych klatek)
wykonywanie skandéw oraz automatyczne taczenie skandéw w trakcie
skanowania (w czasie rzeczywistym),

budowe w czasie rzeczywistym uproszczonego kompletnego modelu (siatki
trojkatéw zawierajgcej wszystkie klatki zebrane podczas skanowania),
dostepnego od razu po zatrzymaniu procesu skanowania,

automatyzacje procesu przetwarzania skanow dzieki funkcji automatycznego
powtarzania krokéw obrébki skandw - kreator procesu obrdbki skandw,
pozwalajgcy na automatyczny dobdr parametréw w zaleznosci od
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skanowanych obiektéw oraz automatyczne i pét-automatyczne wykonywanie kolejnych
etapow obrébki skandw, podpowiadajgcy kolejne kroki niezbedne do uzyskania modelu
3D o zadawalajgcej jakosci i doktadnosci

o edycje i naprawe skanéw, mozliwo$¢ pomiaru odlegtosci, mozliwos¢ liczenia obwodu i
powierzchni przekroju, mozliwos¢ zapisu wygenerowanego przekroju do pliku DXF,
mozliwos$¢ dodawania adnotacji na modelu 3D;

o dopasowanie skandw dla obiektéw ruchomych oraz sztywnych, korekcja poruszenia sie
skanowanego elementu;

o generowanie prymitywéw CAD na bazie skanu 3D (dopasowanie CAD do wybranych
obszaréw skanu): powierzchni, walcéw, stozkéw i sfer oraz eksportu wyodrebnionych
cech CAD do formatdéw neutralnych (co najmniej STEP, IGES, PARASOLID)

o porownywanie cech CAD ze skanem z kolorowg mapa odchytek

o doktadne pozycjonowanie skanu w globalnym uktadzie wspdtrzednych na podstawie
wyodrebnionych cech geometrycznych (m.in. ptaszczyzn i walcow)

o automatyczne grupowanie powigzanych ze sobg skandw i jednoczesng prace na grupie
kilku skanéw

o sledzenie historii pracy ze skanami i powrdét do dowolnego etapu projektu

o wskazanie kierunku normalnego tréjkatéw

o podswietlenie granic siatki tréjkatow

o szybkie wykorzystanie pliku bezposrednio po skanowaniu;

o skanowanie jednego elementu za pomocg kilku skaneréow w tym samym czasie i
wspotpracujacych ze sobg w celu jednoczesnego szybszego wykonania pomiaru i
budowy modelu,

o obrobke skandw za pomocg wbudowanych narzedzi: usuwania cech z zaslepieniem
powierzchni, wygtadzania, usuwania szuméw i zaznaczonych obszardw, filtrowania
odstajgcych punktéw, recznego i automatycznego wypetniania otwordw oraz
wygtadzania krawedzi

o korekcje tekstury oraz automatyczne dodawanie tekstury do obszaréw zeskanowanych
bez tekstury (na podstawie sgsiednich obszaréow)

o automatyczna publikacje skanéw 3D w Internecie (z opcjg kontroli obracania elementu i
pobierania skanu) — w formie dostepu publicznego lub prywatnego

o bezposredni eksport do programu SolidWorks, Geomagic Design X

o szybkie zbieranie i edycja danych z dynamicznym wykorzystaniem pamieci RAM (z opcja

automatycznego wirtualnego rozszerzenia dostepnych zasobéw pamieci w przypadku
jej przepetnienia)

e dostawca skanera oferuje podrecznik w jezyku polskim, prowadzi wsparcie oraz wdrozenie w
jezyku polskim

e dostawca musi by¢ dystrybutorem autoryzowanym przez producenta

e dostawca musi wykaza¢ minimum 5 dostaw podobnych rozwigzan o podobnych sumach

4. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty sposréd ofert niepodlegajacych odrzuceniu,
zamawiajgcy bedzie stosowat nizej podane kryteria:

4.1.Spetnienie wszystkich punktéw zawartych w opisie przedmiotu zamdwienia.

4.2. Warto$¢ brutto przedmiotu zaméwienia — 100%.

5. WARUNKI REALIZACJI ZAMOWIENIA
a. Spetnienie wszystkich punktéw zawartych w opisie przedmiotu zamdwienia.
b. Wartos¢ brutto przedmiotu zamdwienia — 100%.
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c. Termin realizacji: nie pdzniej niz 2 tygodni liczac od dnia otrzymania zamdwienia.

d. Wykonawca na wilasny koszt dostarczy i zainstaluje urzadzenie potwierdzone
protokotem odbioru.

Dostawa realizowana na koszt dostawcy.

f. Dostawa do: Politechnika Warszawska, Wydziat Inzynierii Materiatowej, 02-507
Warszawa, ul. Wotoska 141

g. Realizacja przedmiotu zamodwienia zostanie potwierdzona protokotem odbioru (bez
zastrzezen) podpisanym zgodnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

h. Podstawa wystawienia faktury VAT bedzie podpisany bez zastrzezen protokot odbioru (tj.
po wystawieniu protokotu odbioru i podpisaniu przez obie strony zostanie wystawiona
faktura VAT).

i. Pfatnos¢ nastgpi do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

6. TERMIN, MIEJSCE I SPOSOB SKtADANIA OFERT
Oferty zawierajgce wycene przedmiotu zamowienia nalezy sktadaé¢ w terminie do 19.10.2020, do
godziny 10.00. Oferte nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej na adres email:
karol.szlazak.dokt@pw.edu.pl i zp30@pw.edu.pl

7. INFORMACIJE DODATKOWE

a)
b)

i)
j)

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

Spetnienie wszystkich punktéw zawartych w opisie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajgcy nie moze byé pociggany do odpowiedzialnosci za jakiekolwiek koszty, czy
wydatki poniesione w zwigzku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Oferty ktére wptyng po terminie nie beda rozpatrywane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo negocjacji warunkéw zamowienia, a takize do
uniewaznienia postepowania na kazdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z
realizacji zamoéwienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrang oferte.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rdwniez nie jest
ogtoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
Zaproszenie nie jest postepowaniem o udzielenie zamdéwienia w rozumieniu przepiséw
ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz nie ksztattuje zobowigzania do przyjecia
ktorejkolwiek z ofert.

Zamawiajacy nie ma mozliwosci zaliczkowania.

Zamawiajacy sporzadzi zamowienie/umowe dotyczgce dostawy.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w ztozonych ofertach oraz
przetwarzanych w weryfikacji ofert jest Politechnika Warszawska z siedzibg w Warszawie 00-
661, ul. Plac Politechniki 1, (dalej: Zamawiajgcy). Kontakt do inspektora ochrony danych:

iod@pw.edu.pl.

8. OSOBA DO KONTAKTU:

Dr inz. Karol Szlgzak, tel. (22) 234-84-09, karol.szlazak.dokt@pw.edu.pl

Politechnika
Dziekan \Varszawska
. L . . Dziat Zamdéwien
Wydz@fu Inzy'/n‘leru Materla"ro'wej Publicznych
Politechniki Warszawskiej ul. Wotoska 141
/-/ 02-507 Warszawa

Prof. dr hab. inz. Jarostaw Mizera  tel. +48(22)234 8725
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